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Iз функцiї пропускання системи PSA (polarizer-specimen-analyzer), отримано спiввiдношен-
ня для характеристичних азимутiв поляризатора, коли дослiджуваний зразок є дихроїчним.
Вiдповiдну, спорiднену з HAUP методику апробовано для кристалiв Ca3Ga2Ge4O14: Cr3+. Вра-
ховано систематичнi похибки й отримано температурну залежнiсть g11 компоненти тензора
гiрацiї.
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I. ВСТУП

Високоточна поляриметрiя, започаткована у пра-
цях [1–3] i згодом розвинута низкою вiдомих науко-
вих шкiл, посiдає вагоме мiсце в сучасному оптич-
ному експериментi завдяки своїй прецизiйностi, унi-
версальностi та iнформативностi. Основна її перевага
— одночасне вимiрювання кiлькох кристалооптичних
параметрiв та врахування систематичних похибок
поляриметра. Застосування апаратури HAUP (high-
accuracy universal polarimeter) до дихроїчних криста-
лiв для вимiрювання параметрiв оптичної активностi
(ОА), лiнiйного двопроменезаломлення (ЛДЗ), лiнiй-
ного та циркулярного дихроїзму (ЛД, ЦД) реалiзо-
вували рiзнi колективи дослiдникiв. Зокрема в [4, 5]
представлено основнi спiввiдношення для HAUP за
умов, коли величина ЛД є малою. Результати ж вимi-
рювання ОА за наявностi ЦД пiзнiше поданi в [6]. Уза-
гальнену теорiю HAUP-методу для кристалiв iз довi-
льною величиною дихроїзму розвинуто в [7] i засто-
совано для надпровiдних кристалiв Bi2Sr2CaCu2O8.
Однак, щоб вилучити систематичнi похибки, авторам
довелося вимiрювати на кiлькох довжинах хвиль свiт-
ла.

Аналогiчну задачу можна розв’язати користуючись
простiшою методикою вимiрювання осциляцiї азиму-
та елiпса поляризацiї [8], проте вона не враховує не-
досконалостi поляризацiйних елементiв схеми (поля-
ризатор й аналiзатор не дають строго лiнiйно поля-
ризованого свiтла) i застосовна лише до кристалiв iз
порiвняно великими ОА та ЛД.

У працi [9] наведено результати дослiджень дихро-
їчних кристалiв Ca3Ga2Ge4O14 : Cr3+ (CGG: Cr3+)
на лазерному (λ = 633 нм) поляриметрi з послiдов-
ним використанням схеми PSA (polarizer–specimen–
analyzer) та PSCA (polarizer–specimen–compensator–
analyzer), проте кiлькiснi результати величини ОА по-
данi лише для напрямку оптичної осi.

Оскiльки запропонована тут методика спорiднена з
HAUP, то ми адаптували її для вимiрювання темпе-
ратурних залежностей ОА в дихроїчних кристалах i

застосували для кристалiв CGG, активованих йонами
хрому. Особливу увагу звернули на вираз для функцiї
пропускання системи PSA залежно вiд кутiв поворо-
ту поляризатора й аналiзатора. Для надiйного вимi-
рювання ЛД обмежилися коефiцiєнтами при другому
степенi розкладу цiєї функцiї за азимутами [10].

Зауважмо, що вибранi об’єкти дослiджень, окрiм
ЛД, мають ще й ЦД у широкому спектральному дi-
апазонi. Тому узагальненi робочi спiввiдношення для
нашої методики вимiрювань мiстять й вiдповiднi па-
раметри ЦД.

II. ФУНКЦIЯ ПРОПУСКАННЯ
ПОЛЯРИЗАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ PSA
ТА ХАРАКТЕРИСТИЧНI АЗИМУТИ

Вираз для оптичного пропускання свiтла (вiдно-
шення iнтенсивностi на виходi до iнтенсивностi на
входi) у системi PSA для зразка з ЛДЗ та ОА, а також
вирази для трьох характеристичних азимутiв [11, 12]
потрiбно узагальнити на кристали з ЛД та ЦД.

Отже, оптичне пропускання свiтла системи PSA ви-
значаємо так [7]:

J (θ, Y ) = A (θ) + B (θ) Y + CY 2, (1)

де θ — азимут поляризатора; Y — кут вiдхилення ана-
лiзатора вiд положення схрещення з поляризатором;
A, B, C — функцiї, що залежать вiд θ, параметрiв оп-
тичної анiзотропiї кристалiв i систематичних похибок
неiдеальних поляризацiйних приладiв. Зазначимо, що
спiввiдношення (1) справедливе за умови невеликих
кутiв Y та θ, що не перевищують 0.01 рад (так звана
HAUP область кутiв: Y , θ � 1). Тому функцiя оптич-
ного пропускання в цьому випадку обмежена квад-
ратичним розкладом стосовно кутiв Y , θ. Крiм того,
вираз (1) зручнiше подати в матричному виглядi [4,5]:

J(Y, θ) =
(

1 Y Y 2
)

C





1
θ
θ2



 . (2)
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Для нашої апаратури кут Y = χ − θ (χ — азимут
аналiзатора; χ � 1), а ненульовi компоненти матри-
цi C [7] адаптованi для слабкої оптичної анiзотропiї
кристала:

C11 = const, (3)

C12 = 4K (cosΓ − chE) + 2 (p + q) sin Γ, (4)

C13 = 2 (ch E − cosΓ) , (5)

C21 = 2K
(

cosΓ − eE
)

+ 2

(

p −
k

(E/Γ)2 + 1

)

sin Γ, (6)

C22 = 2
(

eE
− cosΓ

)

, (7)

C31 = eE, (8)

де const — константа, яка не залежить вiд θ i χ, а
лише вiд параметрiв кристала та систематичних по-
хибок апаратури, її явний вигляд не суттєвий для цiєї
задачi; Γ = (2π/λ)∆nd — рiзниця фаз для двох влас-
них хвиль у кристалi; λ — довжина свiтлової хвилi;

∆n = ne − no — величина ЛДЗ; d — товщина зраз-
ка; K = [(E/Γ)k + k′] /

[

(E/Γ)2 + 1
]

; k — елiптичнiсть
власних хвиль у кристалi, що зумовлена його оптич-
ною активнiстю; E = (2π/λ)∆md — параметр лiнiйно-
го дихроїзму (∆m = mz −my); mz, my — коефiцiєнти
поглинання в напрямках z та y; k′ — внесок в елiптич-
нiсть власних хвиль, зумовлений циркулярним дихро-
їзмом; p, q, — паразитнi елiптичностi поляризатора й
аналiзатора [2].

Варто зауважити, що у спiввiдношеннях (3–8) для
компонент матрицi C не враховували надто малих
членiв, пропорцiйних до k2, k′2, p2, q2 та kp, kq i т.д.
Вiдомо, що зв’язок мiж коефiцiєнтами Cij та парамет-
рами поляризацiї свiтла (азимут мiнiмiзованих iнтен-
сивностей, елiптичнiсть) установили автори [13, 14],
тому в граничному випадку коли k′, E, p, q = 0, вира-
зи для коефiцiєнтiв (5, 7, 8) збiгаються з вiдповiдними
аналогами, якщо знехтувати ефектами багатократно-
го вiдбивання.

Для функцiї оптичного пропускання поляризацiй-
ної системи залежно вiд азимутiв поляризатора θ й
аналiзатора χ, використовуючи спiввiдношення (2–8)
та беручи до уваги азимутальну систематичну похиб-
ку δχ (її пов’язують iз тим, що кути взаємного схре-
щення поляризатора й аналiзатора в системах PA та
PSA вiдрiзняються на цю величину), отримаємо:

J(θ, χ) = e−Eθ2 + eEχ2
− 2θχ cosΓ

+ 2θ

[

K
(

cosΓ − e−E
)

+

(

q +
k

(E/Γ)2 + 1

)

sin Γ − δχ cosΓ

]

+ 2χ

[

K
(

cosΓ − eE
)

+

(

p −
k

(E/Γ)2 + 1

)

sin Γ + eEδχ

]

+ const. (9)

Рiвняння (9) описує поверхню другого порядку в
системi координат (θ, χ). Перетин цiєї поверхнi пло-
щинами однакової iнтенсивностi (J = const) дає набiр
елiпсiв, що формують т. зв. HAUP-мапу [4]. Зазначи-
мо, що геометричнi параметри елiпсiв на мапах змi-
нюються залежно вiд рiзницi фаз Γ, тому цю обстави-
ну можна використати для опрацювання результатiв
експерименту [15]. Для k′ → 0, E → 0 це рiвняння
набуває такого ж вигляду, як у працi [11]. Крiм того,
пропускання системи PSA представлено без iзотроп-
ного множника, пов’язаного з поглинанням Буґера,
який зазвичай входить у матрицю Джонса криста-
ла [16]. Але його можна опустити, оскiльки вiн не
впливатиме на величини, що вимiрюються пiд час екс-
перименту.

Очевидно, що рiзницю фаз Γ пiд час експеримен-
ту можна змiнювати скануванням довжини хвилi λ;
використанням термооптичного ефекту (змiна ∆n вiд
температури); змiною довжини оптичного шляху про-
меня, що проходить крiзь кристал [17].

Розгляньмо вирази для трьох характеристичних

азимутiв поляризатора θi (i=0, 1, 2) [11], геометрич-
не положення яких у координатах (θ, χ) даватиме iн-
формацiю про величини ЛДЗ, ЛД та ОА. Вираз для
положень мiнiмумiв вiдносної iнтенсивностi, якi ви-
никають пiд час сканування азимута χ аналiзатора,
виглядає як рiвняння прямої:

χ(θ) =
θ cosΓ

eE
−

1

eE

[

K(cosΓ − eE)

+

(

p −
k

(E/Γ)2 + 1

)

sinΓ + eEδχ

]

. (10)

Вимiрюючи кутовий коефiцiєнт cosΓ/eE нахилу цi-
єї прямої для кожного значення температури та до-
датково аналiзуючи HAUP-мапи, отримуємо величи-
ну параметра лiнiйного дихроїзму E та рiзницю фаз
Γ, яка прямо пропорцiйна величинi температурного
приросту ЛДЗ [10].

Точка перетину прямих χ(θ)PSA у системi PSA та
χ(θ)PA = θ + θ′ у системi PA (polarizer–analyzer) ви-
значатиме iнварiантний азимут θ0:
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θ0 = −
eE

eE − cosΓ
δχ + K

+

(

k

(E/Γ)2 + 1
− p

)

sin Γ

eE − cosΓ
, (11)

де θ′ — початок вiдлiку азимута. В граничному ви-
падку (k′, E � 1) вирази (10) та (11) збiгаються з
аналогiчними спiвiдношеннями для дихроїчних крис-
талiв [18,19] з точнiстю до знака величин k′ та δχ для
(10), (11).

Другим характеристичним азимутом, який вимiрю-
ють за цiєю методикою, є θ1. Це азимут поляризатора,
при якому елiптичнiсть свiтла на виходi системи PSA
мiнiмальна. Йому вiдповiдає глобальний мiнiмум iн-
тенсивностi, який визначається з умов: (∂J/∂χ)θ = 0
та (∂J/∂θ)χ = 0. Зокрема одержуємо

θ1 =

(

k

(E/Γ)2 + 1
− p

)

ctg Γ

+ K −
eE

sinΓ

(

q +
k

(E/Γ)2 + 1

)

. (12)

Третiй характеристичний азимут θ2 шукаємо за
умови мiнiмуму пропускання при схрещених поляри-
заторах. Пiдставляючи у вираз (10) замiсть χ рiвнян-
ня прямої для системи PA, тобто χ = θ + θ′, та мiнi-
мiзуючи його за азимутом θ, знаходимо:

θ2 = −
eE − cosΓ

2(chE − cosΓ)
δχ + K −

(p + q) sin Γ

2(chE − cosΓ)
. (13)

Це фактично кут прив’язки, який добре вiдомий у ме-
тодицi HAUP. Коли E, k′ → 0, спiввiдношення (11, 12,
13) спрощуються до виразiв, що поданi у [20].

Характеристичнi азимути θ0, θ1, θ2 вимiрюють не-
залежно, але завжди з точнiстю до адитивної величи-
ни θ′, оскiльки невiдомо, де перебуває початок вiдлiку
в системi координат (θ, χ). Для вилучення θ′ достат-
ньо вираховувати рiзницi азимутiв: ∆θ01 = θ0 − θ1,
∆θ02 = θ0 − θ2 та ∆θ12 = θ1 − θ2. Так, зокрема, для
рiзницi ∆θ02 можна показати, що

2∆θ02

(

eE
− cosΓ

)

(chE − cosΓ)

= −δχ sin2 Γ + sin Γ
(

2k chE + qeE
− pe−E

)

(14)

− sin Γ cosΓ (2k − γ) .

де γ = p− q. Беручи до уваги малу величину лiнiйно-
го дихроїзму E, будемо упускати вираз (E/Γ)

2 у всiх
спiввiдношеннях, що мiстять цей параметр.

Доцiльно також подати спiввiдношення, якi можна
використовувати для перевiрки правильностi вимiрю-
вання. Це одна iз суттєвих переваг цiєї методики по-
рiвняно iз HAUP [11]. Так, iз спiввiдношень (11), (12)
та (13) знаходимо:

∆θ01

sin2 Γ

(eE + e−E − 2 cosΓ) eE
= ∆θ02, (15)

∆θ01

(

eE − cosΓ
)2

(eE + e−E − 2 cosΓ) eE
= −∆θ12. (16)

Зафiксованi пiд час експерименту вiдхилення вiд цих
умов указують на помилки вимiрювань. Рiзницi мiж
характеристичними азимутами аналiтично залежнi
мiж собою, тому достатньо розраховувати тiльки од-
ну з них. Проте експериментально вони незалежнi,
що дає змогу надiйно встановлювати якiсть даних i
вилучати промахи. Порушення спiввiдношень (15) та
(16) можуть виникати, зокрема, внаслiдок ефектiв ба-
гатократного вiдбивання свiтла у зразку, який зазви-
чай виготовляють iз якiсними паралельними поверх-
нями, створюючи умови для таких явищ. Зазначимо,
що ефекти багатократного вiдбивання свiтла (БВС)
проявляють себе у визначеннях лiнiйного дихроїзму
в дослiджуваних кристалах [10], а їхнiй вплив на ос-
новнi поляризацiйнi параметри докладно представле-
но в [13, 14]. На жаль, кiлькiсть невiдомих величин
нашої задачi значна, тому торкатися таких ефектiв
у цьому наближеннi ми не будемо. Без сумнiву, що
врахування БВС передбачатиме застосування додат-
кових вимiрювальних процедур.

Апаратура, на якiй реалiзовано описану методику,
є комп’ютеризованим високоточним поляриметром з
робочою довжиною хвилi λ = 633 нм. Значну увагу
зосереджено на контролi iнтенсивностi лазера, якостi
оптико-механiчної системи, стабiлiзацiї температури
зразка в термостатi.

III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ

A. Об’єкти дослiдження

Галогерманати є перспективними матерiалами для
квантової й акустоелектронiки поряд iз такими вi-
домими кристалами, як LiNbO3 та α-кварц [21, 22].
CGG належить до структурного типу лангаситу
La3Ga5SiO14, який своєю чергою має однакову з α-
кварцом точкову групу симетрiї 32 та може iснувати
у двох енантиоморфних формах. Зважаючи на те, що
ОА α-кварцу давно стала еталоном для порiвняння,
точне її вимiрювання в кристалах кальцiєвого гало-
германату, є без сумнiву, цiкавим.

Кристали Ca3Ga2Ge4O14 одновiснi, додатнi (ne >
no) [23], оптично активнi, з дiагональним тензором гi-
рацiї й двома незалежними його компонентами: g11 =
g22 та g33.

Результати докладних спектральних i кристалооп-
тичних дослiджень цих кристалiв подано у працi [8].
Особливiстю цих матерiалiв є те, що при активацiї їх
йонами хрому Cr3+ у них спостерiгаємо помiтний лi-
нiйний та циркулярний дихроїзм, для вивчення яких
i застосовнi методи високоточної поляриметрiї.

Для поляриметричних дослiджень параметрiв
ЛДЗ, ЛД та ОА був пiдготовлений зразок кристала
CGG: Cr3+, товщиною 0.72 мм, вирiзаний паралель-
но до оптичної осi. Концентрацiя домiшки хрому, за
оцiнками рентґенiвського мiкроаналiзу на растрово-
му електронному мiкроскопi, є меншою вiд 0.1 ат. %.
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Рiзницю фаз Γ змiнювали нагрiванням кристала вiд
295 до 353 К для забезпечення її приросту в межах
до 2π. Абсолютне значення Γ можна розрахувати ли-
ше за умови точного визначення ЛДЗ ∆n i товщини
зразка d. Оскiльки цi величини одночасно зазнають
температурних змiн, то для таких розрахункiв потрiб-
нi результати дилатометричних та кристалооптичних
вимiрювань [24].

B. Характеристичнi азимути системи PSA

Вимiрювання проводили для двох орiєнтацiй зраз-
ка, тобто з поворотом його в поляризацiйнiй системi
на кут 90◦ навколо напрямку поширення лазерного
променя. Використання цiєї додаткової процедури по-
трiбне для наступного вилучення систематичних по-
хибок, тому що при цьому деякi величини (Γ, E, k, k′)
у спiввiдношеннях (11–13) змiнюють свiй знак на про-
тилежний, а паразитна елiптичнiсть p поляризатора
залишається незмiнною.
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Рис. 1. Температурнi залежностi рiзниць ∆θ01, ∆θ02,
∆θ12 мiж характеристичними азимутами для двох (0 та
90◦) орiєнтацiй кристала CGG в поляризацiйнiй системi.

На рис. 1 зображенi температурнi залежностi рiз-
ниць ∆θ01, ∆θ02, ∆θ12 мiж трьома характеристични-
ми азимутами поляризатора. Iснують дiлянки, в околi

яких точнiсть вимiрювання характеристичних азиму-
тiв невисока, що й вiдображається на рiзницях харак-
теристичних азимутiв. Так, зокрема, пiсля повертан-
ня зразка на кут 90◦ величина e−E−cosΓ ≈ 0 при тем-
пературi T ≈ 300 К, а характеристичний азимут θ0,
згiдно зi спiввiдношенням (11), має особливiсть, яка
не характерна для недихроїчних кристалiв. Це ж сто-
сується температур, в околi яких величина cosΓ ≈ 1.

C. Вилучення систематичних похибок

Для встановлення температурної залежностi вели-
чини ОА потрiбно насамперед вилучити систематичнi
похибки p, q, δχ.

Передусiм, як видно з рис. 2, поведiнка вели-
чини характеристичного азимута θ2 залежно вiд
sin Γ/2 (chE − cosΓ) добре описується рiвнянням пря-
мої, а величину p+q можна визначити з кутового кое-
фiцiєнта її нахилу. Перший доданок у спiввiдношеннi
(13) не буде вiдчутно впливати на кутовий коефiцiєнт
нахилу прямої на рис. 2. Це легко перевiрити, якщо
скористатися деяким перетворенням цього виразу:

−
eE − cosΓ

2 (ch E − cosΓ)
δχ = −

chE − cosΓ + sh E

2 (chE − cosΓ)
δχ (17)

= −
1

2
δχ −

shE

2 (ch E − cosΓ)
δχ.

Оскiльки величина добутку sh Eδχ є малою (E=0.13
[10]), то суттєвого внеску в кутовий коефiцiєнт пря-
мої рис. 2 вiн не даватиме. Зрозумiло, для довiль-
ної величини параметра лiнiйного дихроїзму проце-
дуру знаходження величини p + q потрiбно було б
коректувати. Так, для двох орiєнтацiй зразка мати-
мемо: (p + q)0 = (2.56 ± 0.03) × 10−3, (p + q)90 =
(2.83±0.02)×10−3, а усереднений за модулем резуль-
тат дорiвнює p + q = (2.69 ± 0.03) × 10−3. Параметр
лiнiйного дихроїзму E та змiну рiзницi фаз Γ для цих
кристалiв ми подали ранiше у працi [10].
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Рис. 2. Залежнiсть характеристичного азимута θ2 вiд
величини sin Γ/2 (ch E − cos Γ). Точки • та ◦ вiдповiдають
двом (0 та 90◦) орiєнтацiям зразка в поляризацiйнiй сис-
темi.
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Азимутальну систематичну похибку можна визна-
чити, якщо використати одну з рiзниць мiж харак-
теристичними азимутами. Так, зокрема, для рiзницi
∆θ01 спiввiдношення ∆θ01(1−e−E cosΓ) ctg(Γ/2) мож-
на представити як функцiю типу y(x) = a + bx + cx2

щодо величини ctg(Γ/2) (де b = δχ). Тому, апрокси-
муючи вiдповiднi залежностi рис. 3, матимемо вели-
чину азимутальних систематичних похибок для двох
орiєнтацiй зразка в поляризацiйнiй схемi — δχ0 =
(−1.2 ± 0.3)× 10−4 та δχ90 = (−1.1± 0.2) × 10−4.

Позначивши величину, яка визначається спiввiдно-
шенням (14), як φ02 та врахувавши, що рiзниця фаз
Γ та елiптичнiсть k змiнюють свiй знак на протилеж-
ний при розвертаннi зразка на кут 90◦ в напрямку
проходження свiтла, матимемо вираз, який можна ви-
користати для знаходження величини γ:

φ0
02 − φ90

02 = −2γ sin Γ(ch E − cosΓ). (18)

Так, на рис. 4 показано залежнiсть
(

φ0
02 − φ90

02

)

/ sinΓ
вiд величини 2 (chE − cosΓ) та результат апрокси-
мацiї прямою лiнiєю. В цьому випадку матимемо

γ = (1.6 ± 0.1) × 10−4. Тодi можемо визначити ве-
личину паразитних елiптичностей: p = 14.3 × 10−4,
q = 12.7× 10−4.

Оцiнку точностi результатiв вимiрювання перевi-
ряли за допомогою спiввiдношень (15) та (16). Чис-
лове значення ще однiєї введеної величини ∆err =
∆θ02−∆θ01 sin2 Γ/

(

eE + e−E − 2 cosΓ
)

eE у нас не пе-
ревищувало 1.4 × 10−5 (менше нiж у [11]), що вказує
на надiйнiсть одержаних експериментальних резуль-
татiв.

D. Оптична активнiсть

Величина компоненти g11 тензора гiрацiї пов’язана
з елiптичнiстю k власних хвиль в одновiсному крис-
талi простим спiввiдношенням [25]: g11 = 2kn̄∆n (тут
n̄ — середнiй показник заломлення для напрямку по-
ширення свiтла). Для кристалу CGG показники за-
ломлення та двопроменезаломлення є вiдомими для
довжини хвилi 633 нм: no = 1.7965, n = 1.8204, а
величина ЛДЗ ∆n = 0.0239 [8]. Тодi, використовую-
чи значення температурного приросту двопроменеза-
ломлення [10], можемо визначити, як змiнюватиме-
ться величина елiптичностi k та компоненти тензора
гiрацiї g11 для нашого зразка (рис. 5).
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Рис. 5. Температурна залежнiсть елiптичностi власних
хвиль k та компоненти g11 тензора гiрацiї в кристалах
Ca3Ga2Ge4O14: Cr3+.

За нашими даними, ОА кристалiв CGG перпенди-
кулярно до оптичної осi майже не змiнюється в тем-
пературному дiапазонi 300–340 К, а значення g11 =
(1.3±0.2)×10−5. За вимiрюваннями на HAUP [26,27],
для кварцу величина g11 = (5.9±0.4)×10−5 за тих же
умов, тобто бiльша, хоча в деяких кристалiв структу-
ри лангаситу питоме повертання площини поляриза-
цiї вздовж оптичної осi аномально велике [28].

Величини паразитних елiптичностей поляризатора
та аналiзатора аналiзатора p, q виявилися приблиз-
но на порядок бiльшими, нiж їхнi аналоги, отрима-
нi для недихроїчних кристалiв на тiй же апаратурi
та за аналогiчною методикою. Маємо аналогiчне пiд-
твердження того факту, що систематичнi похибки не
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сталi i змiнюються з кожним проведеним експеримен-
том [29–31]. Що ж до величини кутової похибки δχ,
то вона типова для таких вимiрювань. Отже, одер-
жанi тут величини p та q вказують на важливiсть їх
урахування пiд час виведення робочих спiввiдношень.

IV. ВИСНОВКИ

1. Показано, що поляриметричну методику, яка
ґрунтується на визначеннi трьох характеристич-
них азимутiв, можна поширити на дихроїчнi
кристали. Незважаючи на спiвiснування в них
ЛДЗ, ОА, ЛД та ЦД, знайдено оптимальнi ро-

бочi спiввiдношення для опрацювання експери-
ментальних даних i роздiлення внескiв вiд цих
ефектiв, за винятком ЦД.

2. Розраховано паразитнi похибки поляриметрич-
ного експерименту. Для дихроїчного зразка во-
ни виявились бiльшими, зокрема p та q, у порiв-
няннi з кристалами без дихроїзму на противагу
азимутальнiй систематичнiй похибцi, значення
якої типове для таких експериментiв.

3. Для кристалiв Ca3Ga2Ge4O14: Cr3+ отримано
величину компоненти g11 тензора гiрацiї та вста-
новлено, що в iнтервалi температур 300–340 K
вона не зазнає суттєвих змiн.
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OPTICAL ACTIVITY OF CHROMIUM-DOPED Ca-GALLOGERMANATE CRYSTALS
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On the basis of transmission function of PSA (polarizer-specimen-analyzer) a system of the relation for char-

acteristic azimuths of a polarizer were obtained when the research specimen were dichroic. The corresponding

technique related to HAUP was approved for Ca3Ga2Ge4O14: Cr3+ crystals. Some systematic errors were consid-

ered and the temperature dependence of the gyration tensor g11 component was obtained.
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